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(57) Abstract: Disclosed is an electrical test circuit (5) comprising a first input (51) for receiving a test signal of an integrated circuit 
S W» a second in P ut (52) for receiving a control signal, and a third input (53) for receiving a normalized reference signal which is 
configured particularly in step with the test signal. The deviation and/or the amplitude and/or the phase of the reference signal and/or 
the test signal can be modified by means of a regulating device (55) of the electrical test circuit (5). A measuring device (56) generates 
Q a differential signal by subtracting the reference signal from the test signal, said differential signal being output via an output (54). 
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(57) Zusammenfassung: Die elektrische Testschaltung (5) umfasst einen ersten Eingang (51) zum Empfang eines Testsignals eines 
integrierten Schaltkreises (4), einen zweiten Eingang (52) zum Empfang eines Kon troll signals und einen dritten Eingang (53) zum 
Empfang eines normierten, insbesondeie synchron zum Testsignal ausgebildeten Referenzsignals. Mit einer Regeleinrichtung (55) 
der elektrischen Testschaltung (5) konnen die Abweichung und/oder die Amplitude und/oder die Phase des Referenzsignals und/oder 
des Testsignals verandert werden. Durch eine Messeinrichtung (56) wird durch Subtraktion des Referenzsignals vom Testsignal ein 
DifFerenzsignal erzeugt, das Uber einen Ausgang (54) ausgegeben wird. 



